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Идея использования зеркального эллипсоида вращения для измерения 
диффузно отраженного света, предложенная [1], в различных конфигура­
циях [2, 3] может использоваться ддя исследования шероховатости по­
верхности различных материалов. На основе «классической» схемы [1], 
авторами модифицирован [3] метод и устройство для определения шеро- 
ховатосги поверхности, который помимо зеркальной интегрирующей го­
ловки содержит лазер, согласующую оптическую систему и КМОП мат­
рицу. Предложенная установка позволяег получить характерное пятно 
рассеяния излучения в плоскости измеряемой поверхности. Целью данной 
работы явилось исследование такового пятна при замерах на образцах 
шероховатости поверхности (сравнения).
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Рисунок 1 -  Распределение интенсивности отраженного образцами шеро­

ховатости света
На основании разработанного метода и установки получены характе­

ристическое пространственное распределение отраженного шероховатой 
поверхностью лазерного ихлучения в пределах телесного угла 2л; (рису­
нок 1). Полученные данные требуют разработки адекватного математиче­
ского аппарата для их интерпретации, что является направлением даль­
нейших исследований авторского коллектива.
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